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ESTUDO DO COMPOSITO Al,0;:B,C

E.E.M.OLIVEIRA; ANA H.A.BRESSIANI E J.C.BRESSIANT
INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGETICAS E NUCLEARES

0 compésiﬁp Al,0; :B,C tem sua principal aplicqgéo co~
mo veneno queimavel na area nuclear, mas pode tambem_ ser
utilizado como material estrutural. A adigao de B,C a ma-
triz de Al,0; tem como objetivo melhorar a resistencia a
abrasao desde que sejam obtidos compésitos com altas densi-
dades relativas [1]. O carbeto de boro possue alta porcenta
gem de ligagoes covalentes, o que lhe confere alto ponto de
fusao e baixa difusividade, dificultando a densificacao [2]
B,C possue forte tendencia a oxidacao, formando filme de
oxido (B:0s;) na superficie, o que pode provocar a formagao
de fase liquida durante a sinterizacao [3], ja que o B;0s
possue ponto de fusao a ~ 600°C.

Neste trabalho sao apresentados alguns resultados de
analise microestrutural do composito Al,0; :6% em peso B,C.
As materias primas utilizadas foram: Al;O;-A-16-5G da Alcoa
(tamanho medio de'particula de 0,4um) e dois pos de B,C da
Elektroschmelzwerk Kempten GmBH (tamanho de particula de 44
a 53um - po 1, e menor que 45um - po 2). As sinterizagoes
foram realizadas a 1700 e 1750°C por 1 hora, em atmosfera
de argonio, obtendo-se densidades de ~70% da teorica.

Atraves de difratometria de raios X foram detectadas
apenas duas fases em todas as amostras: o - Al,0; e B,C. As
superficies das amostras foram polidas em pasta de diamante
e utilizou-se ataque quimico a quente (H,SO,) para a revela
cio dos contornos de grao. Para a analise por MEV observou-
-se superficies polidas e atacadas, assim como algumas super
ficies de fratura. n

Todas as amostras exibem distribuigao homogenea de
B,C na matriz de Al,0;, como pode ser observado na figura 1,
referente a amostra sinterizada a 1700°C (PO 2). A analise
de fratura revela que os graos de Al,0; sofrem fratura in-
tergranular, enquanto o B,C fratura intragranularmente, re-
velando algumas lig@gaes fortes com graos de Al,0;. sLiga-
coes estas que tambem podem ser observadas na figura 1 (L).
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Amostras sinterizadas a 17500C apresentam a formagao
de uma nova fase (c), cuja distribuicao pode ser observada
na figura 2, ou vista em detalhe na figura 3. A observagao
dos eletrons retroespalhados (fig.4) revela ser uma fase
constituida de elementos leves. Mapeamento de raios X a par
tir do aluminio indica a presenga deste elemento na fase
formada. Mas comc a anallse por EDS nao permite a deteccao
de boro, carbono e ox1genlo, outros provaveis constituintes
da fase, o estudo devera continuar com a utlllzagao de tec-
nicas de microscopia eletronica de transmissao.
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Fig.l - Amostra de Al,0s;- B,C sinterizada a 17000C.
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Fig.2 - Amostra de Al,0;- B,C sinterizada a 1750°C contendo
3 fases.
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Fig.3 - Fase formada (c) em amostra Al,O,- B,C sinterizada
a 1750°C
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Fig.4 - Imagem com eletrons secundarios (a) e elétrons re-
troespalhados (b) da fase (c) formada em amostras
sinterizadas a 17500C.
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